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Часть 1

1. Что такое информационные ресурсы?

2. Использование ПЭВМ PC в измерительной технике, достоинства и недостатки.

3. Основные направления применения МП и микроЭВМ в измерительной технике.

4. Архитектура измерительных систем с МП и микроЭВМ. Поколения ИИС, их сравнение.

5. Методология проектирования ИИС со встроенными МП. Этапы проектирования.

6. Выбор и оценка МП комплектов при использовании в измерительной аппаратуре.

7. Улучшение метрологических характеристик измерительных систем и приборов с помощью МП.

8. Коррекция датчиков с помощью МП по методу вспомогательных измерений. Методы аппроксимации.

9. Коррекция АЦП с помощью МП по методу внешних образцовых мер.

10. Методы уменьшения дифференциальной нелинейности с помощью МП.

Часть 2

11. Режим обмена данными между МП и АЦП. Пример программно-управляемого обмена многоканальной ИС через параллельный интерфейс с микроЭВМ.

12. Программно-управляемый обмен между АЦП и МП при раздельном декодировании (изолированные линии). Пример программы.

13. Логика обмена по прерыванию. Пример программы.

14. Принципы организации связи ЦАП с МП. Пример программы.

15. Структура и принцип работы платы АЦП, сопрягаемой с PC.
16. Принципы организации связи АЦП и МП и микроЭВМ.
17. Пример коррекции характеристик датчика давления с помощью МП. Алгоритм программы.

18. Обмен АЦП и МП по прерыванию.

19. Применение МП для измерительных преобразований и обработки измерительной информации. Сжатие данных.
